1. Mėginio laikymo elementas (20), skirtas skysčio mėginio analizei atlikti vienu metu analizuojant tris ar daugiau skysčio cheminius ir fizikinius parametrus, naudojant analizės įtaisą, kuriame mėginio laikymo elementas (20) apima mėginio laikymo vietą (31), kurią galima užpildyti skysčiu, kuriame mėginio laikymo elementas (20) apima mažiausiai trys matavimo taškus (24, 25, 26, 26N, 27) greta vienas kito, paskirstyti mėginio laikymo vietoje (31), kur du iš matavimo taškų (24, 25) yra fotoninių matavimų taškai (24) ir lūžio rodiklio matavimo taškas (25) ir kur mažiausiai vienas papildomas matavimo taškas yra pasirinktas iš grupės, apimančios bent vieną pH matavimo tašką (26), vieną laidumo matavimo tašką (27) ir vieną mikroorganizmų matavimo tašką; 

kur mėginio laikymo elementas (20) yra plokštuminis elementas (20), kuris turi dvigubas sienas bent sekcijose ir turi dvi viena ant kitos išdėstytas plokščias lygiagrečias plokšteles (30, 30'), sujungtas viena su kita, kur mėginio laikymo vieta (31) yra suprojektuota kaip tarpas tarp dviejų plokštelių (30, 30') plokštuminiu pavidalu; 

kur plokštelės (30, 30') yra sujungtos viena su kita bent sekcijomis jų kraštuose, kur mėginio laikymo elemento (20) anga yra sudaryta iš nesujungtų krašto dalių, o atstumas tarp plokštelių (30, 30') yra tiesiog tokio didumo, kad skysčio mėginys tarp dvigubų sienelių (30, 30') gali būti veikiamas kapiliarinio efekto, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

lūžio rodiklio matavimo taškas (25) apima prizmės struktūrą (25', 25") vienoje iš plokštelių (30, 30') tam tikslui iš anksto nustatytoje srityje, kur plokštelės (30, 30') iš anksto nustatytoje srityje yra skaidrios iki lūžio rodikliui matuoti naudojamų bangų ilgių, kur prizmės struktūra (25', 25") sudaro paviršiaus atkarpas, kurios yra išdėstytos kampu plokštelės plokštumos atžvilgiu, kur atitinkamai lūžta kritusių šviesos spindulių pluoštai.

2. Mėginio laikymo elementas (20) pagal 1 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

plokštelės (30, 30') nesujungtos viena su kita bent išilgai vienos pusės, pageidautina išilgai ilgosios pusės, taip, kad būtų sudaryta skysčio užpildymo anga arba užpildymo tarpas, kurio ilgis (L).

3. Mėginio laikymo elementas (20) pagal 1 arba 2 punktą

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

plokštuminis elementas (20) bent iš dalies susideda iš permatomos stiklo medžiagos arba skaidrios plastikinės medžiagos.

4. Mėginio laikymo elementas (20) pagal bent vieną iš1–3 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

vienos iš dviejų plokščių (30) ilgis, bent viename gale, yra didesnis nei kitos plokštės (30') ilgis ir apima sekciją (30"), ant kurios yra bent dvi kontaktinės juostelės (22), skirtos įtampai generuoti yra išdėstytos ir tęsiasi į mėginio laikymo vietą (31) ir baigiasi ten tokiu atstumu vienas nuo kito, kuris atitinka matavimo sekciją (-as), kuri (-ios) formuoja matavimo tašką (27) laidumui matuoti.

5. Mėginio laikymo elementas (20) pagal 4 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

plokštuminis elementas (20) yra suprojektuotas kitame gale, nukreiptu nuo galo su kontaktinėmis juostelėmis (22), rankenos sekcijos (23) pavidalu, skirtu mėginio laikymo elementui (20) valdyti ir tuo, kad skysčio kelias pageidautina eina nuo užpildymo angos arba užpildymo tarpo, kurio ilgis (L) išilgai matavimo taškų (24, 27, 25, 26, 26N) iki ventiliacijos kanalo (28), kuris baigiasi oro išėjimo angoje (29) plokštuminio elemento išorėje (20).

6. Mėginio laikymo elementas (20) pagal bent vieną iš 1–5 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- fotoninių matavimų taškas yra (24) yra liuminescencijos matavimo taškas (24), kuriame plokštelės (30, 30') yra skaidrios numatyto liuminescencijos matavimo sužadinimo ir spinduliavimo bangos ilgiuose iš anksto nustatytoje pirmoje sekcijoje ir (arba)

- pH matavimo (26) taškas apima indikatorinį dažiklį turintį substratą (26'), išdėstytą iš anksto nustatytoje antroje sekcijoje tarp dviejų plokštelių (30, 30'), ir (arba)

- prizmės struktūrą (25') sudaro bent viena, geriau daugiau, konstrukcijos, turinčios trikampį profilį gretimoje struktūroje, arba Fresnelio lęšio konstrukcija (25"), apimanti žiedo formos laiptelius ir yra įtaisyta iš anksto numatytoje trečiojoje vienos iš dviejų plokštelių (30, 30') sekcijoje ir (arba)

- grupę, iš kurios parenkamas mažiausiai vienas papildomas matavimo taškas, apima, papildomai, nitritų matavimo tašką (26N), kurį sudaro į nitritus reaguojantis substratas (26N'), kuris yra išdėstytas iš anksto nustatytoje ketvirtoje sekcijoje tarp dviejų plokštelių (30, 30’).

7. Analizės prietaisų rinkinys, skirtas mažiausiai trijų skirtingų skysčių cheminių ir fizikinių parametrų vienalaikei analizei;

kur analizės prietaisų rinkinys apima:

- analizės aparatą (1), suprojektuotą kaip rankinį prietaisą su korpusu (2) ir vaizdavimo prietaisu (3), o taip pat

- bent vieną mėginio laikymo elementą (20) skysčio mėginiui,

besiskiriantį tuo, kad

mėginio laikymo elementas (20) yra mėginio laikymo elementas (20) pagal bent vieną iš 1–6 punktų,

o analizės aparatas (1) apima optoelektroninės analizės prietaisą (12) ir duomenų apdorojimo įrenginį (13), kuris komunikaciniu būdu yra sujungtas su analizės prietaisu (12) ir vaizdavimo prietaisu (3),

kur optoelektroninės analizės prietaisas (12) apima mažiausiai tris matavimo prietaisus (15, 17, 18), išdėstytus vieną gretą kito, kurių išdėstymas atitinka matavimo taškų (24, 25, 26, 26N, 27) išdėstymą ant mėginio laikymo elemento (20).

8. Analizės prietaisas pagal 7 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

analizės aparatas (1) apima įterpimo prietaisą (8), skirtą mėginio laikymo elementui (20) talpinti, kuris yra išdėstytas korpuse (2) nuimamu būdu ir apima įterpimo angą (9), kuri baigiasi įduboje (9"), skirtą mėginio laikymo elementui (20) talpinti, kuris suprojektuotas tai, kad jį atitiktų, kur įterpimo prietaisas (8) apima optinį, elektroninį ar optoelektroninį ryšio įrenginį (81, 81', 81", 81N), kuris atitinka matavimo prietaisų (15, 17, 18) ir matavimo taškų (24, 25, 26, 26N, 27) išdėstymą atsižvelgiant į atitinkamo matavimo taško (24, 25, 26, 26N, 27) tipą.

9. Analizės prietaisų rinkinys pagal 7 ar 8 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

įterpimo įtaisas (8) apima jungės sekciją (83) su įterpimo anga (9) ir kevalo sekciją (82), kuri yra išdėstyta korpuse (2) taip, kad būtų nuimama, ribojasi su įduba (9") ir apima optinius, elektroninius ar optoelektroninius ryšių įrenginius (81, 81', 81", 81N), kurie yra suformuoti iš skaidrių medžiagų pagamintų sekcijų ir (arba) kevalo sekcijoje (82) esančių angų, kuri, neatsižvelgiant į tai, pagaminta iš nepermatomų medžiaga.

10. Analizės prietaisas pagal bent vieną iš 7–9 punktų, 

kur du iš matavimo prietaisų (15, 17, 18) yra fotoninių matavimo prietaisai, geriau - liuminescencijos matavimo prietaisai (17C, 18C) ir lūžio rodiklio matavimo prietaisai (17B, 18B), ir kur mažiausiai vienas papildomas matavimo prietaisas (15, 17, 18) yra parinktas iš grupės, kurią sudaro bent vienas pH matavimo prietaisas (17A, 18A), vienas laidumo matavimo prietaisas (15, 18D), vienas nitritų matavimo prietaisas (17AN, 18AN) ir vienas matavimo prietaisas (18E) mikroorganizmų kiekiui aptikti,

- liuminescencijos matavimo prietaisas (17C, 18C), lūžio rodiklio matavimo prietaisas (17B, 18B), pH matavimo prietaisas (17A, 18A) ir nitritų matavimo prietaisas (17AN, 18AN), kiekvienas apima šviesos šaltinio įrenginį (17A, 17B, 17C, 17AN) ir aptikimo įrenginį (18A, 18B, 18C, 18AN), kurie yra įrengti korpuse (2) iš abiejų mėginio laikymo elemento (20), patalpinto analizės aparate (1), atitinkamų matavimo taškų (24, 25, 26, 27, 26N) pusių,

- tuo, kad analizės aparatą (1) sudaro temperatūros matavimo prietaisas (14), sujungtas su duomenų apdorojimo įrenginiu (13);

- laidumo matavimo prietaisas (15, 18D) apima dažnio generatorių (18D) su kontaktiniais elementais (15), kurie, kai imamas mėginys, palaiko elektrinį kontaktą su mažiausiai dviem mėginio laikymo elemento (20) kontaktinėmis juostelėmis (22), kai mėginio laikymo elementas (20) yra išdėstytas analizės aparate;

- matavimo prietaisas (18E), skirtas mikroorganizmų kiekiui aptikti, yra bent vienas mikroelektroninis dujų jutiklis (18E), kuris jungiamąja linija yra sujungtas su mėginio laikymo vieta (31).

11. Analizės prietaisų rinkinys pagal bent vieną iš 8–10 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

įterpimo įtaiso (8) jungės dalis (83) analizės įrangoje, kurioje įterpimo įtaisas (8) įkišamas į korpusą (2), išorėje liečiasi su korpuso (2) kraštu ir dengiamosios plokštelės (4), kurioje padaryta įterpimo anga (9), rėmais, kuri uždaroma profiliniu sandarikliu (9'), kurią jungės dalyje (83) laiko dangtelio plokštė (4), kur dangtelio plokštė (4) yra pritvirtinta jungės dalyje (83) taip, kad būtų nuimama.

12. Analizės prietaisų rinkinys pagal 10 ar 11 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

įterpimo prietaisas (8) apima kontaktinius tiltelius, kurie nustato analizės aparato (1) kontaktinių elementų (15) kontaktą su bent dviem mėginio laikymo elemento (20) kontaktinėmis juostelėmis (22).

13. Analizės prietaisų rinkinys pagal bent vieną iš 7–12 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

analizės prietaisas (1) apima energijos šaltinį, geriau įkraunamą akumuliatorių (11), kuris išdėstytas korpuse (2) ir tiekia energiją optoelektroninės analizės įtaisui (12), duomenų apdorojimo įrenginiui (13) ir vaizdavimo prietaisui (3).

14. Analizės prietaisų rinkinys pagal bent vieną iš 7–13 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- vaizdavimo prietaisas (3), kaip valdymo sąsaja yra lietimui jautrus vaizdavimo prietaisas (3),

- duomenų apdorojimo įrenginys (13) apima arba prijungtas prie išorinės ryšio sąsajos (5), kur išorinė ryšio sąsaja (5) yra kištukinio kontakto sąsaja arba radijo sąsaja.

15. Mažiausiai trijų skirtingų skysčio cheminių ir fizikinių parametrų analizės vienu metu būdas, naudojant analizės prietaisą, apibrėžtą pagal bent vieną iš 7–14 punktų, 

apimantį etapus:

- panardinant mėginio laikymo elementą (20) į skystį arba kontaktuojant su mėginio laikymo elemento (20) anga, kurią sudaro nesujungtos krašto dalys, prie skysčio paviršiaus ir užpildydami mėginio laikymo elemento (20) mėginio laikymo vietą (31) su skysčio mėginiu veikiant kapiliariniam efektui tarp mėginio laikymo elemento (20) dvigubų sienelių (30, 30'),

- iki galo įkišant mėginio laikymo elementą (20) į analizės aparatą (1),

- matavimo taškuose (24, 25, 26, 27, 28, 26N) matavimo prietaisais (18A, B, C, D, E, AN) vienu metu pradedant ir vykdant bent tris ar daugiau matavimo procesų,

- užbaigus matavimo procesus, rodant matavimo rezultatą vaizdavimo prietaise (3).

16. Būdas pagal 15 punktą, 

kur

- įvairūs skysčiai, kuriuos galima ištirti, įrašomi į duomenų bazę, kuri yra saugoma duomenų apdorojimo įrenginyje arba prie jo prijungtoje laikmenoje, ir prieš tiriamasis skystis pasirenkamas per vartotojo įvestį ekrane (3), prieš pradedant ir atliekant matavimo taškuose (24, 25, 26, 27, 28, 26N) vienu metu bent tris ar daugiau matavimo procesų, naudojant matavimo prietaisus (18A, B, C, D, E, AN).

17. Būdas pagal 15 ar 16 punktą, 

apimantis etapus:

- visišką mėginio laikymo elemento (20) įdėjimo į analizės aparatą (1) automatinį aptikimą arba po vartotojo įvesties, ir (arba)

- užbaigus matavimo procesus, vaizdavimo prietaise (3) rodomas raginimas pašalinti mėginio laikymo elementą (20) iš analizės įrenginio (1) ir (arba)

- po to, kai aptinkamas mėginių laikymo elemento (20) pašalinimas iš analizės prietaiso (1), matavimo rezultatus rodoma vaizdavimo prietaise (3) ir saugomi ir (arba) perduodami matavimo rezultatai.

18. Būdas pagal 15 ar 16 punktą, 

apimantis etapus:

- analizės aparato (1) kalibravimas, naudojant kalibravimo tirpalus skysčiams, kuriuos galima ištirti ir kurie yra kaupiami duomenų bazėje ir (arba)

- naujų skysčių su žinomais cheminiais-fizikiniais parametrais įvedimas su analizės aparatu (1) ir įvestų skysčių, įtraukimas į duomenų bazę.

19. Būdas pagal 17 ar 18 punktą, 

kur

skystis apima bent vieną žymeklį, kurį galima aptikti atliekant luminescencijos analizę, ir kuriame vienas iš matavimo taškų (24, 25, 26, 27, 28, 26N) yra luminescencijos matavimo taškas (24).

20. Būdas pagal 19 punktą, 

kur

analizuojamas skystis yra metalo apdirbimo skystis, ypač aušinamasis tepalas, ypač geriau aušinimo tepalo emulsija, kur į skystį pridedama bent viena pirmojo žymeklio medžiaga iš anksto nustatyta koncentracija, kurią galima aptikti luminescencijos analize.

21. Būdas pagal 20 punktą, 

kur

skystis apima stiprinamąjį priedą ir į skystį pridedama bent viena antrojo žymeklio medžiaga iš anksto nustatyta koncentracija, kurią galima aptikti atliekant luminescencijos analizę, kur antrojo žymeklio medžiaga skiriasi nuo pirmosios žymeklio medžiagos savo luminescencinių savybių atžvilgiu. 

